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摘要：简要介绍了微纳米器件的加工、性能方面的研究及半导体器件失效分析技术及应用。
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1 专业技术成果介绍

自 2011年参加工作以来，主要从事微纳米器件的加工、性能方面的研究及半导体器件

失效分析。

（1）利用聚集离子束双束设备（FIB），无需掩模版，绘制 BMP 图形刻蚀微纳米器件。

通过控制刻蚀电压、电流、刻蚀时间和刻蚀方向 ，得到所需的特殊图形。工艺简单、刻蚀

速率快。

（2）无需裂开整个器件，只需将已经失效的器件的问题区域截面剖开，即可分析器件

失效原因。此外还可以对芯片线路进行修改，缩短实验进程。
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器件失效分析

芯片线路修改

2 专业技术人才介绍

2.1 个人简介

陈雪，中国科学院半导体研究所，集成技术工程研究中心，助理研究员。

2.2 教育经历

2006/9-2011/7, 中国科学院理化技术研究所, 凝聚态物理, 博士,导师：孟祥敏

2002/9 - 2006/7，兰州大学，材料物理，学士

2011/7 - 至今，中国科学院半导体研究所，集成技术工程研究中心，助理研究员

2008/10 - 2011/9，香港城市大学，物理，研究助理
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